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1zziv: DC/DC stikalni napajalnik navzdol m

. Predlagano krmilno vezje za zunaniji
Topologija DC/DC pretvornik navzdol stikali LM5117-Q1

Obmocje vhodne napetosti 36 V-60V

0bmoc1e.nastavljene izhodne 14V 0,7V
napetosti
VrsSna vrednost valovitosti izhodne 02V
napetosti ’
VrsSna vrednost valovitosti izhodne .
" . NAIOUIRGSELEE 0,5V Vse skupaj
napetosti

Pretvornik mora v predpisanem
Obmocje izhodnega toka [1,4-7]A obmocju delovati v neprekinjenem
rezimu.

Pri osnovni frekvenci preklapljanja

Upornost 2 0Ohm—-7A
Upornost 10 Ohm — 1.4A

. . v Merjen pri 48V vhodni napetosti in pri
[0)
Izkoristek pretvornika Vedji od 75% ksimalnem izhodnem toku 7A.

Najvecji dovoljeni temperaturi
Dolgotrajno delovanje Ts in Tj glede na podatke
komponent

Izhodno breme Bremena pripravi MAHLE.

Nobena komponenta ne sme biti
preobremenjena
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Vzpodbuda

MAHLE Electric Drives Slovenija
> 1000 €

Sentinel in iISystem labs
» 350 €.

Hella Saturnus

» Elektromaterial po izbiri s Farnella v vrednosti
200 €

Texas instruments:

» EZ430-CHRONOS-868 razvojno orodje -
brezzicna pametna ura.

SIQ
» Digitalni multimeter UT139C

» lzvajanje prakse oz. Studentskega dela v
enem od najmodernejSih EMC laboratorijev v
Evropi.

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver

Waurth elektronik
» Elektromaterial za delavnico
» Dozivljenjski free-refill design kiti

Amiteh

» Meritve z EMC skenerjem
» Keysight multimeter

HT-Eurep

» Studentske licence Altium designer in 2x
demo board za GPS, LTE+GNSS,
proizvajalca Neoway.

Svet elektronike
» Brezplacni izvodi revij.

Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018



http://www.ti.com/tool/EZ430-CHRONOS
http://www.uni-trend.com/productsdetail.aspx?ProductsID=569&ProductsCateId=733&CateId=733
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Prijave po programih — vseh prijavljenih 71 =

2. UN-EL
2. letnik

2. UN-EL
1. letnik
Podiplomski
dijak
1. UN-EL
3. letnik
' 1. VS-EL
1. letnik
1. UN-EL
2. letnik
1. VS-EL
1. UN-EL 2. letnik
1. letnik
1. UN-MM 1. VS-EL
1. letnik 3. letnik
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Prijave po smereh

elektronika

mehatronka

brez usmeritve

biomedicinska
tehnika
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Pretekle izkusnje z naCrtovanjem TIV

Vec kompleksnih
vezij.

Ze izdelal vezje. Delal za podjetja.

Nic.

Enkrat poizkusil.
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Sodelovanje pri tekmovanju

Vsekakor.

Bi, ¢e ni
prezahtevno.

Ne zanima.

Bi, a ni ¢asa.

Odvisno od nagrade.




PV Laboratorij za fotovoltaiko
in optoelektroniko

Predavanja
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Predavanja
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Predavanja

S

-
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Predavanja

.
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Predavanja

A KEYSIGHT

RIGOL [

Beyond Measure

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018
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TecCaj Altium

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018
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Ekskurzija

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018
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Ekskurzija

1

SR -

>
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kskurzija
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Ekskurzija
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Preizkusanje elektricnih karakteristik

A-meter 8 © A-meter oo

NAPAJALNIK 1eA2a1 §© 12200 1 ©
CIC] ewe

A 9-EG043 V-meter 8 8 VV-meter 8 8

1-EA209 © 1-EA213 ©

[

BREME
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Preizkusanje elektricnih karakteristik

i g
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Meritve prevodnih emisij

Prevodna plosca

Enosmemi
napetostni Sito 200 mm — 400 mm
VIr
C blok [ LISN vezje ° H
= ETXTX TR Y ¥} PIEtVOIDik Bl‘ellle
~10 mF __I LISN vezje : ° PN

10

EMI sprejemnik

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018
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Meritve prevodnih emisi
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Meritve sevalnih emisij do 30 MHz

Pogled od zgoraj

;I

=~
=
5
w
&
2
Enosmernn! |
napetostni Sito -
Vir 1
>10 mF LISN‘\CZ_]C 100 =10 mm
1000 = 10 mm
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° [ ° (] L4 L4
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Meritve sevalnih emisij do 1 GHz

Pogled od zgoraj
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Tekmovalcl

= 14 Studentov je narocCilo material za projekt
= 12 studentov je narocilo tiskana vezja

= Od tega je oddalo projekte 8 Studentov

» Aljaz Kovacic, 2. letnik MAG elektronika
Gasper Skvarc¢ Bozic, 1. letnik MAG elektronika
Jaka Koren, 2. letnik MAG elektronika
Jure Stojs, 2. letnik MAG robotika
Jurij Tratar, 1. letnik MAG mehatronika
Marko Pavlovic, 1. letnik MAG elektronika
Matic Novak, 2. letnik MAG elektronika
Vid Oblak, 1. letnik VS

v

v

N

N

N

N

N
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Aljaz Kovacic
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Aljaz Kovacic

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018
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Aljaz Kovacic: Elektricne meritve m
/ Rb=100 Rb=20
Student / Uvh= | Uvh= | Uvh= | Uvh= | Uvh= | Uvh=
36 V 48 V 60 V 36V 48 V 60 V)
s [A] 0.614 0.471 0.385 2.81 2174 1772
Aljaz

ST 1.391 1391 1.391 6.622 6.610 6.640

Kovacic
Un[V] | 14,03 14.03 14.03 14.02 14.02 14.04

Izkoristek: 89% (zahteva nad 75%)
Valovitost pri osnovni frekvenci: 40 mV (zahteva pod 0,2 V)

Valovitost skupno: 1,06 V (zahteva pod 0,5 V)
Cena kljucnih komponent: 16,80 €

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018
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Aljaz Kovacic: Prevodne motnje PKAV

1207
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‘M ISPR25 class5 voltage Peak

Level in dBpV

150K 300 400 500 800 1M 2M 3mMm 4M 5SM 6 8 10M 20M 30M 40 50 &0 80 108M

Frequency in Hz

Preview Result 2-AVG
CISPR25_class5_voltage_Peak

Preview Result 1-PK+ CISPR25_classi_voltage_Peak CISPR25_classi_voltage_ A\
CISPR25_class5_voltage AV . Final_Result PK+ . Final_ResultAVG

Slika 17: Rezultat na 48V+ priklju¢ku s PKAV detektorji in razredom 5 mejnimi vrednostmi

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018
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Aljaz Kovacic: Prevodne motnje QP
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Slika 18: Rezultat na 48V+ prikljucku s QP detektorjem in razredom 5 mejnimi vrednostmi
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Slika 42: Rezultat s PKAV detektorji in razredom 5 mejnimi vrednostmi v frekvenénem podrocju

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver

150 kHz — 30 MHz
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Aljaz Kovacic: Sevalne motnje do 3S0M QP =
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Slika 43: Rezultat s QP detektorjem in razredom 5 mejnimi vrednostmi v frekven&nem podroéju
150 kHz — 30 MHz
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Vv

Aljaz Kovacic:
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Slika 44: Rezultat s PKAV detektorji in razredom 5 mejnimi vrednostmi v frekvenénem podrodju
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30 MHz — 1000 MHz
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Vv

Aljaz Kovacic: Sevalne motnje do 1G QP
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Slika 45: Rezultat s QP detektorji in razredom 5 mejnimi vrednostmi v frekvenénem podro¢&ju 30
MHz — 1000 MHz
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Aljaz Kovacic: Detectus

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9

Cnnligl Meas. pninlsl Meas. EMI:I Meas. EMC/Time ’ View Pre-Gcan View Scan |M=as. Heall Meas. HeatITimeI Ealculalel Batch | Help ]

SOREHE N PQUD O L« s |’ D Pelette|standard (waves) | B! | Obiect [ak AIPG
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7443;)"7 4NN —
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Aljaz Kovacic: Magnetno polje pri 647 kHz

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9 - X
Ennligl Meas. pninlsl Meas. EMI:I Meas. EMC/Time | View Pre-Scan View Scan IMeas. Heall Meas. Heatll’imel Ealculalel Batch ] Help |

EQOREG NP QAD R |Lc s ¥ 3D Paette[standard (waves) ;1!1 Ubiect:Ialiazr_k_ILS-lT.SKHZ,Em
: | A SRR
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Aljaz Kovacic: Detectus

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9

Cnnligl Meas. pninlsl Meas. EMI:I Meas. EMC/Time ’ View Pre-Gcan View Scan |M=as. Heall Meas. HeatITimeI Ealculalel Batch | Help ]

SOREHE N PQUD O L« s |’ D Pelette|standard (waves) | B! | Obiect [ak AIPG

AT
“‘h

zw_‘*[i—o |
7443;)"7 4NN —

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018



Laboratorij za fotovoltaiko
in optoelektroniko
A\'ALI" 4

Aljaz Kovacic: Elektricno polje pri 647 kHz

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9

Ennligl Meas. pninlsl Meas. EMI:I Meas. EMC/Time | View Pre-Gcan View Scan IMeas. Heall Meas. Heatll’imel Ealculalel Batch ] Help |

EOREG Y P QAUDYI | Lt La [P 3D Pt |standard (waves) ;1!1 | If_E.647.5KHZ.E01
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Aljaz Kovacic: Detectus

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9

Cnnligl Meas. pninlsl Meas. EMI:I Meas. EMC/Time ’ View Pre-Gcan View Scan |M=as. Heall Meas. HeatITimeI Ealculalel Batch | Help ]
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Aljaz Kovacic: Magnetno polje pri 69 MHz

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9 - X
Ennligl Meas. pninlsl Meas. EMI:I Meas. EMC/Time | View Pre-Scan View Scan IMeas. Heall Meas. Heatll’ime] Ealculalel Batch ] Help |

EQREG N PQAD YR | L s [P 30 Paete[standard (waves) ~| gt | Obie

ct: | aliaz_k_ht.69.205575MHZ.E01
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Aljaz Kovacic: Detectus

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9
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Aljaz Kovacic: Elektricno polje pri 69 MHz

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9 - X
Ennligl Meas. points ‘ Meas. EMC I Meas. EMC/Time | View Pre-Scan View Scan I Meas. Heat l Meas. Heat/Time I Ealculalel Batch l Help |
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Aljaz Kovacic: Tockovanje m
Preizkus Zahtevano Dosegel Tocke
Funkcionalni Znotraj zahtev Odstopanje pri celotni
(obmo&je vh. napetosti, izhodni valovitosti g
nastavljena izh.
napetost,valovitost)
Izkoristek Nad 75 % 89% 14
Prevodne emisije NiZje od razreda 1 Visje od razreda 1 -30,44
Sevalne emisije Nizje od razreda 1 Visje od razreda 1 -27,83
Skupaj tock -36,27

Prevodne emisije: preko razreda 1 limit pri 72,57 MHz za 30,44 dBuV

Sevalne emisije: preko razreda 1 limit pri 68,19 MHz za 27,83 dBuV/m
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Gasper Skvarc BoziC in Marko PavlovicC
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Marko Pavlovi€ in Gasper Skvarc Bozic m

Preizkus Zahtevano Dosegel TocCke
Funkcionalni Znotraj zahtev NEDELUJOC
(obmocje vh. napetosti, 0

nastavljena izh.

napetost,valovitost)

Izkoristek Nad 75 % / 0

Prevodne emisije Nizje od razreda 1 / 0

Sevalne emisije Nizje od razreda 1 / 0
Skupaj tock Diskvalificiran

Cena klju¢nih komponent: 18 €
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Jaka Koren: Elektricne meritve O
/ Rb=10Q Rb=2Q
Student / Uvh= | Uvh= | Uvh= | Uvh= | Uvh= | Uvh=
36V 48V 60V 36V 48V 60V
ni ni ni
v [A] _ _ _ 2,873 2,214 nedelujoé
meritev meritev meritev
Jaka ni ni ni _
lizn [A] _ _ _ 6,615 6,615 nedelujo€
Koren meritev meritev meritev
ni ni ni
Uizn [V] . _ _ 13,78 13,78 nedelujoé
meritev meritev meritev

Izkoristek: 86% (zahteva nad 75%)
Cena klju¢nih komponent: 19 €
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Jaka Koren: toCckovanje

Preizkus Zahtevano Dosegel Tocke
_ _ Znotraj zahtev NEDELUJOC pri
Funkcionalni
UVH=60 V
(obmocje vh. napetosti, _ _
(lzdelek uniéen pri 0

nastavljena izh.

] dvigu vhodne
napetost,valovitost)

napetosti na 60 V)

Izkoristek Nad 75 % / 0

Prevodne emisije NiZje od razreda 1 / 0

Sevalne emisije NiZje od razreda 1 / 0
Skupaj tock Diskvalificiran

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018




Laboratorij za fotovoltaiko
in optoelektroniko

Jure Stojs

el

L2 NOT USED!

L2 our
Bash L]
TA437529203221
7464000
Cl c2
885012010013 885012210031

NOT USED!
SOLDER BELOW C2:
= 885012210025

112 GND 885012010008
Dvee
B = = - ¢
£| = £ - = oy . -
s 9ouH = & 2 27 2 CDBKO52L
GND == —=—Hi ] )| Cvee NOT|USED!
2 2 2 DFL§1100-7 | 470nF 16V SOLIPER BELOW Cyee:
I Lf inpflt 22 | % 1onE[25v 0603
LYYV ——
SER2915L-223KL o - =
7464000 2 Pz . Ruv? Choot  GND
by SIEE R ] | MI] 100nE 25V
fy - = 2 e
= - = 21 = 116
z | = = 20 $D1943305A
B gz : g 68uH
Rd inpflt u i 4 7 Ll
IR 1% Ruv] 3 6 . 7 29903
33UF C3 2k32 1% Reomp o 3 74437529203680
10pF 25V 29k 1% | H; ‘;' I I'_ M2
1 Cf inpflt] 1 Ch inpfle S —
EBSLU"L}V E]O(}ul-p(:_?\’ (Icnmp] . (Icnm})Z 9 2 CYD1953303A
10nF 50V 220pF §| _\| 10 1 L4 e Cou
LMS1170PMH Rsense  SRramp sy
I 100uF Rt = ' = lomR a6k 1%
102k 1% Cres —Css GND GND
IN- 4700E 50V | 15nF 50V 560uF
RfH2
J 16K5 1%
7164100 . 1p7
= Ribl —=—Cramp
GND 1k 1% 820pk 25V OUT-
1 7464100
GND GND
° ° ° ° ° ° ° ° °

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018




Laboratorij za fotovoltaiko
in optoelektroniko

Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018



Laboratorij za fotovoltaiko
in optoelektroniko

FEF e B F s Foe e

e TR F A e e W T e e

N

Fr R T rrt T res e T dew

"
s
'3
]
1
*®
®
L]
&
®
"
(]
L3
3
®
L
®
=

JURE STOJS
2018, ...
EMC, 2018,

o
& 58 0 8 58000880

FEF e e F F e e Fo

- w

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.20



Laboratorij za fotovoltaiko
in optoelektroniko

18 : NetM1_G

1

NetCboot_1
2

17 - NetCboot_1

16 : NetCvcc 2

2
NetCvcc_2

15 : NetM2_G
14 GNDGND
13 : GNDGND

12 : NetM2_S

11 : NetCramp_2
, %%
L

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018



Laboratorij za fotovoltaiko
in optoelektroniko

(<]

TP4 "

Bd_ieptflt

A

pft1

MNetCf_in

o

o

o

Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver



Laboratorij za fotovoltaiko
in optoelektroniko
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Jure Stojs: Elektricne meritve m
/ Rb=10Q Rb=2Q
Student / Uvh= | Uvh= | Uvh= | Uvh= | Uvh= | Uvh=
36V 48 V 60 V 36V 48 V 60V
Jure Ivh [A] 0,578 0,549 0,461 nedelujo€ | nedelujo¢ | nedelujoé
étojs lizn [Al 1,452 1,452 1,452 nedelujo€ | nedelujo¢ | nedelujoé
Uizn [V] 14,68 14,68 14,68 nedelujo€ | nedelujo€ | nedelujoé

Cena klju¢nih komponent: 14 €
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Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018




Laboratorij za fotovoltaiko
in optoelektroniko

Jure Stojs: to6kovanje -

Preizkus Zahtevano Dosegel TocCke
Funkcionalni Znotraj zahtev NEDELUJOC pri
(obmocje vh. napetosti, polni obremenitvi 0

nastavljena izh.

napetost,valovitost)

Izkoristek Nad 75 % / 0
Prevodne emisije NiZje od razreda 1 / 0
Sevalne emisije NiZje od razreda 1 / 0
Zamudnik / / -10
Skupaj tock Diskvalificiran
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Laboratorij za fotovoltaiko
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Juri] Tratar: Elektricne meritve N
/ Rb=10Q Rb=20Q
Student [ Uvh= | Uvh= | Uvh= | Uvh= | Uvh= | Uvh=
36 V 48 V 60 V 36V 48 V 60 V
v [A] 0618 0.503 0,402 2.823 2.159 1.751
Jurij
ln [A] 1.386 1.386 1.386 6.650 6.664 6.662
Tratar

Uizn [V] 13,96 13,96 13,96 13,84 13,83 13,84

Izkoristek: 89% (zahteva nad 75%)
Valovitost pri osnovni frekvenci: 200 mV (zahteva pod 0,2 V)

Valovitost skupno: 4,02 V (zahteva pod 0,5 V)
Cena kljucnih komponent: 14 €

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018
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Juri] Tratar: Prevodne motnje PKAV
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FPreview Result2-AVG Freview Resuli 1-PK+ CISPR25_class1_voltage_AY CISPR25_class1_voltage_Peak
— CISPR25_class5_voltage_Peak == CISPR25_class5_voltage_AV * Final_ResultPK+ * Final_Result AVG

Slika 21: Rezultat na 48V+ prikljuéku s PKAV detektorji in razredom 5 mejnimi vrednostmi
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Jurij Tratar: Prevodne motnje QP
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Preview Result2-AVG

Preview Result 1-PK+ CISPR25_class1_voltage_QP CISPR25_class5_voliage_QP * Final_Result QPK

Slika 22: Rezultat na 48V+ priklju¢ku s QP detektorjem in razredom 5 mejnimi vrednostmi
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Jurlj Tratar: Sevalne motnje do 30 MHz PKAV=
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Preview Result2-AVG
CISPR25_class5_150k-30M_alse_PK

Preview Result1-PK+ CISPR25_class1_150k-30M_alse_AV CISPR25_class1_150k-30M_alse_P
CISPR25_class5_150k-30M_alse_AV * Final_Result Pk+ * Final_Result AVG

Slika 46: Rezultat s PKAV detektorji in razredom 5 mejnimi vrednostmi v frekvenénem podro€ju
150 kHz — 30 MHz
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Jurij Tratar: Sevalne motnje do 30 MHz QP =
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?5;
701
55:

607

557

ClaPR25 ctas 31 15

_ F""’

|‘|| w i .. ||
. "n"lllflll I |'|‘ ..'

(i
| I

il

150k 300 400 500 800 L 2M M 4M 5M ] 8 10M 20M 30M
Freauencv in Hz

501
451
401

T Iﬂ|
35; A - [l‘

Level in dBpV/m

/ [N i
301 ViR ..n \\’
25./\/‘,’ 'J. '1l I,-\_O |l\ ll'”
1 | 1,I Y
] =i, \.f’ I | Iy 1
2

V |\
Y \.r\,l f|m| I \Ie ']‘
157

104 I ‘

|'

M|

|
I

: B

Preview Result2-AVG Preview Result 1-PK+ CISPR25_class1_150k-30M_alse_QFP CISPR25_class5_150k-30M_alse_QP * Final_ResultQ

Slika 47: Rezultat s QP detektorjem in razredom 5 mejnimi vrednostmi v frekvenénem podrogju
150 kHz — 30 MHz
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Jurlj Tratar: Sevalne motnje do 1 GHz PKAV =

807

751

707 CISPR25_class1_30M-1000M_alse_PK

6517
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CISPR25_class1_30M-1000M_alse_PK CISPR25_class5_30M-1000M_alse_PK === (CISPR25_class5_30M-1000M_alse_AYV
* Final_Result PK+ * Final_Result AVG

Slika 48: Rezultat s PKAV detektorji in razredom 5 mejnimi vrednostmi v frekvenénem podroéju
30 MHz — 1000 MHz
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Jurij Tratar: Sevalne motnjedo 1 GHz QP =

a0
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CISPR25_class5_30M-1000M_alse_QK * Final_ResultQPK

Slika 49: Rezultat s QP detektorji in razredom 5 mejnimi vrednostmi v frekvenénem podroéju 30
MHz - 1000 MHz
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Karakteristika sofazne dusilke

F Typical Insertion Loss Characteristics: Test Setup:
) HI
45
1 )
40 1
1
35
LA
@ 3 \ I . Common Mode
5 i N/ :
g 25
E JW A |
£ 2 d
< / I
1 f} \\ W Differential Mode
/ / \ .
10
/ ; \ EE TR
. v S
/ U
30001 0.001 0.01 0.1 1 10 100
Frequency [MHz]
— A\ (cOMM) - - A (diff)

Prajection DESCRIPTION

3@

Wiirth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
EMC & Inductive Solutions
Max-Eyth-Str. 1 T

WE-FCL Common Mode Power Line Choke
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Jurij Tratar: Detectus

% Detectus Scanner Software Version: 2.9

g x
Cnnlig‘ Meas. points | Meas. EMC | Meas. EMEITime‘ View Pre-Scan View Scan ‘Mea:. Heat | Meas. Heat/Time | Calculate \ Batch | Help |
EOREG KNP QDR | e s ” D Palette[standard (waves) ~| @! | Object: it AIPG ~| % e
> N -
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Jurlj Tratar: magnetno polje 1,44 MHz

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9 - X
Cunlig‘ Meas. poinl:l Meas. EMl:l Meas. EMCITime‘ View Pre-Scan View Scan |M=ax. H:all Meas. HeatITimel |:a|:u|au| Batch ] Help [

SQREE@ KN PQRDEB | e s |” 3D Palette:[standard (waves) ~| @t | Object [jurii_t_If.1.4435MHZ.E01
"~ s 2 &
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Jurij Tratar: Detectus

% Detectus Scanner Software Version: 2.9

g x
Cnnlig‘ Meas. points | Meas. EMC | Meas. EMEITime‘ View Pre-Scan View Scan ‘Mea:. Heat | Meas. Heat/Time | Calculate \ Batch | Help |
EOREG KNP QDR | e s ” D Palette[standard (waves) ~| @! | Object: it AIPG ~| % e
> N -
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Jurij Tratar: elektricno polje 1,44 MHz

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9 - X

Cnnlig' Meas. pninlsl Meas. EMI:I Meas. EMC/Time | View Pre-Gcan View Scan IMeas. Heat | Meas. Heatll’imel Ealculalel Batch ] Help I

]

e
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Jurij Tratar: Detectus

% Detectus Scanner Software Version: 2.9

g x
Cnnlig‘ Meas. points | Meas. EMC | Meas. EMEITime‘ View Pre-Scan View Scan ‘Mea:. Heat | Meas. Heat/Time | Calculate \ Batch | Help |
EOREG KNP QDR | e s ” D Palette[standard (waves) ~| @! | Object: it AIPG ~| % e
> N -
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Jurlj Tratar: magnetno polje 71,9 MHz

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9

Config | Meas. points ] Meas.

rd
<t

‘\.

WE
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Jurij Tratar: Detectus

% Detectus Scanner Software Version: 2.9

g x
Cnnlig‘ Meas. points | Meas. EMC | Meas. EMEITime‘ View Pre-Scan View Scan ‘Mea:. Heat | Meas. Heat/Time | Calculate \ Batch | Help |
EOREG KNP QDR | e s ” D Palette[standard (waves) ~| @! | Object: it AIPG ~| % e
> N -
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Jurij Tratar: elektricno polje 83.4 MHz

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9

Config | Meas. points | Meas. EMC | Meas. EMC/Time | View Pre-Scan View Scan IM:a:. Heat | Meas. Heat/Time | Calculate | Batch | Help |

COREE NPQUD O | Lc s |’ D Poete[standard (waves) | @? | Obiect [jurii_t_hf_E.83.400697MHZEO1

S Y AR F B, )
7

w -
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Jurij Tratar: toCkovanje m

Preizkus Zahtevano Dosegel Tocke

Funkcionalni Znotraj zahtev Odstopanje pri celotni

(obmogéije vh. napetosti, izhodni valovitosti

nastavljena izh. °
napetost,valovitost)
Izkoristek Nad 75 % 89% 14
Prevodne emisije Nizje od razreda 1 Visje od razreda 1 -36,37
Sevalne emisije Nizje od razreda 1 Visje od razreda 1 -29,49
Skupaj tock -43,86

Prevodne emisije: preko razreda 1 limit pri 72,24 MHz za 36,37 dBuV

Sevalne emisije: preko razreda 1 limit pri 68,31 MHz za 29,49 dBuV/m.
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Matic Novak: Elektriche meritve

] Rb =100 Rb=20
Student | Uvh= | Uvh= | Uvh= | Uvh= | Uvh= | Uvh=
Matic | WnIAl | 0616 | 0480 | 0400 | 2,840 | 2152 | 1,751
Novak [T, TA] | 1393 | 1,393 | 1393 | 6605 | 6610 | 6610
Um[V] | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 1400 | 1401 | 14,01

Izkoristek: 90% (zahteva nad 75%)

Valovitost pri osnovni frekvenci: 22 mV (zahteva pod 0,2 V)
Valovitost skupno: 64 mV (zahteva pod 0,5 V)

Cena kljucnih komponent: 11.82 €
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Matic Novak: Prevodne motnje PKAV
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Preview Result 2-AVG Preview Result 1-PK+ CISPR25_class1_voltage_AWV CISPR25_class1_voltage_Peak
— GISPR25_class5_voltage_Peak == (CISPR25_classh_voltage_AV * Final_ResultPK+ * Final_ResultAVG

Slika 25: Rezultat na 48V+ prikljucku s PKAV detektorji in razredom 5 mejnimi vrednostmi
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Matic Novak: Prevodne motnje QP
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Preview Result 1-PK+ CISPR25_class1_voltage_QP CISPR25_class5_voltage_QP * Final_Result QPK

Slika 26: Rezultat na 48V+ priklju¢ku s QP detektorjem in razredom 5 mejnimi vrednostmi
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Matic Novak: Sevalne motnje do 30 MHz PKAV =

707
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—— PreviewResult2AVG Preview Result 1-PK+ CISPR25 class5_150k-30M_alse_PK
CISPR25_class5_150k-30M_alse_AV * Final_ResultPK+ . Final_ResultAVG

Slika 50: Rezultat s PKAV detektorji in razredom 5 mejnimi vrednostmi v frekvenénem podrogju
150 kHz — 30 MHz
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Matic Novak: Sevalne motnje do 30 MHz QP =

80
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CISPR25_class5_150k-30M_alse_QP * Final_ResultQPK

Slika 51: Rezultat s QP detektorjem in razredom 5 mejnimi vrednostmi v frekvenénem podroéju
150 kHz — 30 MHz
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Matic Novak: Sevalne motnje do 1 GHz PKAv=
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Preview Result2-AVG CISPR25_class1_30M-1000M_alse_PK
CISPR25_class1_30M-1000M_alse_AV CISPR25_class5_30M-1000M_alse _PK == C(CISPR25_class5_30M-1000M_alse_AV
* Final_ResultPK+ * Final_Result AVG

Preview Result1-PK+

Slika 52: Rezultat s PKAV detektorji in razredom 5 mejnimi vrednostmi v frekvenénem podrodju
30 MHz - 1000 MHz
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Matic Novak: Sevalne motnje do 1 GHz QP =

&0

55

Level in dBuVIm

oM 50 60 a0 100M 200 300 400 500 a00 1G
Frequency in Hz
Preview Result2-AVG Preview Result1-PK+ CISPR25_class1_30M-1000M _alse _QK
— CISPR25_class5_30M-1000M_alse_QK * Final_ResultQPK

Slika 53: Rezultat s QP detektorji in razredom 5 mejnimi vrednostmi v frekvenénem podrogju 30
MHz - 1000 MHz
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Matic Novak: detectus

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9 - X
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Matic Novak: magnetno polje 597 kHz

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9 - X
Cnnligl Meas. pninl:l Meas. EMI:I Meas. EMC/Time ] View Pre-Scan View Scan |M=as. Heall Meas. HeatITimeI Ealculalel Batch ] Help ]

EQOREG XN PQADHR | L+ Lal” 3D Paete|standard (waves) v| @l | 0

- >

biect: [ matic_n_If.597.75KHZ.E01

s

0 0 € ¢

<

0 O ¢ C O © 050 0 OF «
e ¢
-0 e Platre - Novak:

M. Jankovec, M. Tome, B. Glazar, J. Sorta, G. Ergaver Analiza in rezultati EMC delavnice 2018, 22.10.2018




Laboratorij za fotovoltaiko
in optoelektroniko

Matic Novak: detectus

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9 - X
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Matic Novak: elektricno polje 597 kHz

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9 - X
Ennllgl Meas. pnlnlsl Meas. EMI:I Meas. EMC/Time | View Pre-Scan View Scan IMeas Heall Meas. Heaunme] Ealculalel Batch ] Help |
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Matic Novak: detectus

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9 - X
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Matic Novak: elektricno polje 71 MHz

¥ Detectus Scanner Software Version: 2.9 - X
Cnnlig' Meas. pninlsl Meas. EMI:I Meas. EMC/Time | View Pre-Scan  View Scan IMeas Heall Meas. Heatll’imel Ealculalel Batch ] Help |
ZOREG N PRADHN |+ LA L 3D Palette: I:landald (waves) J.T Object: | E.71.233449MHZ.E01
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Matic Novak: toCkovanje m

Preizkus Zahtevano Dosegel Tocke
Funkcionalni Znotraj zahtev Znotraj zahtev
(obmocje vh. napetosti, 10
nastavljena izh.
napetost,valovitost)
Izkoristek Nad 75 % 90% 15
Prevodne emisije Nizje od razreda 1 Visje od razreda 1 -24 47
Sevalne emisije Nizje od razreda 1 Visje od razreda 1 -12,08
Skupaj tock -11,55

Prevodne emisije: preko razreda 1 limit pri 73,05 MHz za 24,47 dBuV

Sevalne emisije: preko razreda 1 limit pri 68,82 MHz za 12,08 dBuV/m.
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Vid Oblak e
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Vid Oblak
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Vid Oblak: toCkovanje m

Preizkus Zahtevano Dosegel Tocke
Funkcionalni Znotraj zahtev NEDELUJOC
(obmocje vh. napetosti, 0

nastavljena izh.

napetost,valovitost)

Izkoristek Nad 75 % / 0
Prevodne emisije Nizje od razreda 1 / 0
Sevalne emisije NiZje od razreda 1 / 0
Zamudnik / / -10
Skupaj tock Diskvalificiran

Cena klju¢nih komponent: 10.77 €
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Koncni rezultati m

el =l el
e EMC

1 Matic Novak -24,47 -12,08 -23,64 -35,19

2 Aljaz Kovacic 22 -30,44 -27,83 -33,6 -69,87

3 Jurij Tratar 22 -36,37 -29,49 -28,1 -71,96

4 Jaka Koren 2 - - - -

4 Jure Stojs Y - - - -

5 GasSper SB - - - - -

5 Marko Pavlovi¢ - - - - -

5 Vid Oblak - - - - -
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Nagrade

Nagrade za prve tri Studente Tolazilne nagrade

*MAHLE Electric Drives Slovenija *HT-Eurep
yElektromaterial po izbiri s Farnella v »2X demo board za GPS, LTE+GNSS,
vrednosti 200 € proizvajalca Neoway.

=Hella Saturnus =Texas instruments:
yElektromaterial po izbiri s Farnella v y5x EZ430-CHRONOS-868 razvojno
vrednosti 200 € orodje - brezzi¢na pametna ura.

=Amiteh

yKeysight multimeter v vrednosti 200 €
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http://www.ti.com/tool/EZ430-CHRONOS
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